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LAMPIRAN 1 

UJI KECUKUPAN DATA 

Data yang diperoleh merupakan data sekunder milik perusahaan berupa dokumentasi 

mengenai riwayat alat dari januari 2010 hingga desember 2019. Berikut daftar nama 

komponen alat instrumentasi HPLC dengan jumlah frekuensi kerusakan yang terjadi dan 

dilengkapi dengan harga dari masing-masing komponen. 

Tabel Data Frekuensi Kerusakan dan Harga Komponen Alat Instrumentasi HPLC 

 

Berikut merupakan data interval waktu terjadinya kerusakan pada komponen alat 

instrumentasi HPLC. 

Tabel Data Interval Kerusakan Komponen Alat Instrumentasi HPLC 

 

Data frekuensi kerusakan yang terjadi pada komponen kemudian dilakukan pengujian 

kecukupan data. Uji kecukupan data dihitung  untuk mengetahui apakah data yang digunakan 
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sudah cukup dan valid untuk digunakan lebih lanjut. Pengujian kecukupan data berpedoman 

pada konsep  statistik, dengan menggunakan derajat ketelitian dan tingkat kepercayaan.  

Data Kumulatif Interval Kerusakan Komponen Alat Instrumentasi Hplc 
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Tingkat kepercayaan menunjukkan kepercayaan pengukur terhadap ketelitian data yang 

dimiliki. Derajat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimum antara hasil pengukuran 

dengan waktu penyelesaian yang sebenarnya terjadi. 

𝑁′ =
𝑘/𝑠√(𝑁𝛴𝑋𝑖2) − (𝛴𝑥𝑖)² 

𝛴𝑋𝑖
 

𝑁′ =

2
0.05

 √(67𝑥6378013) − (20261)² 

20261
= 65.6 

 

N  : jumlah data pengamatan (jumlah frekuensi kerusakan) 

40 : k/s dimana k dari tingkat kepercayaan 95% adalah 2, s adalah derajat ketelitian 5%, 

sehingga      

       2/5% = 40 

N’ : jumlah data yang seharusnya dilakukan 

Dari hasil perhitungan nilai N’ = 65.6 dan nilai N data = 67, N’ < N maka data yang 

digunakan dianggap cukup dan valid untuk digunakan ke tahap selanjutnya dengan nilai 

kepercayaan 95% dan derajat ketelitian 5%. 
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LAMPIRAN 2 

UJI KLASIFIKASI ABC 

Uji klasifikasi ABC merupakan metode pengelompokan komponen alat dengan 

mengelompokkan menjadi 3 bagian,yaitu kelas A dengan kriteria komponen kritis, kelas B 

dengan kriteria komponen semi kritis dan kelas C dengan kriteria kkomponen non kritis. 

Klasifikasi komponen kelas A dengan persentase 20%  dari seluruh komponen, kemudian 

kelas B dengan persentasi 30% dan kelas C dengan persntase 50% dari seluruh komponen.  

Pengelompokkan ini berdasarkan pada frekuensi kerusakan yang terjadi disertai biaya dari 

masing masing komponen. 

Data Urutan Komponen Alat Instrumentasi HPLC Berdasarkan Total Biaya Terbesar 

 

Setelah urutan komponen alat dilakukan berdasarkan total biaya terbesar, dihitung pula 

persentase dari masing-masing komponen dan dihitung pula kumulatif persentase dari data. 

Berikut data kumulatif persentase komponen alat instrumentasi HPLC. 

Data Persentase dan Kumulatif Persentase Komponen  
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Setelah dilakukan perhitungan persentase dan kumulatif persenrase komponen alat 

instrumentasi HPLC, kemudian dilakukan pengelompokkan komponen menjadi 3 bagian 

menjadi kelas A , B dan C dengan kriteria penerimaan kelas A sebesar 20%, kelas B 30% dan 

kelas C sebesar 50% dari seluruh komponen alat instrumentasi HPLC yang mengalami 

kerusakan 

Data Klasifikasi Komponen Menurut Konsep ABC 
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LAMPIRAN 3 

PENENTUAN POLA DISTRIBUSI 

(Index Of Fit) 

Penentuan pola distribusi kerusakan pada komponen kelas A atau komponen kritis 

dengan menggunakan metode Least Square Curve Fitting yaitu memilih berdasarkan nilai 

Index of Fit terbesar. Index of Fit (r) menggambarkan hubungan linier antara x1 dengan y1, 

semakin besar nilai Index of Fit  menandakan hubungan linear x1 dan y1 semakin baik. Pola 

distribusi data bisa berupa distribusi Normal, Lognormal,Eksponensial atau Weibull. Berikut 

merupakan data interval kerusakan yang terjadi pada komponen kritis yang termasuk didalam 

kelas A. 

Data Interval Kerusakan Komponen Kelas A 

D2 Lamp L-6585-02 
Grating Sample 

Loop Assy 

Plunger & Peek 

Neddle Seal 

329 301 288 

211 284 266 

221 321 400 

311 329 354 

201 298 311 

291   279 

212   414 

219   342 

238   308 

302   266 

287     

210     

299     

288     

Berikut merupakan perhitungan penentuan pola distribusi pada masing-masing komponen: 

1. Distribusi Normal 

Berikut merupakan perhitungan komponen D2 Lamp L-6585-02 dengan 

menggunakan distribusi normal: 
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Keterangan : 

I   : data ke –i 

Ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Yi  : nilai F(Ti) pada tabel Standarized Normal Probabilities 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data  

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

Sxy 6890.8 

Sxx 384461 

Syy 143.92 

r 0.9264 

Berikut merupakan perhitungan komponen Grating Sample Loop Assy dengan 

menggunakan distribusi normal: 

 

Keterangan : 

I   : data ke –i 

Ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Yi  : nilai F(Ti) pada tabel Standarized Normal Probabilities 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data  
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𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

Sxy 293.5 

Sxx 6626 

Syy 13.7 

r 0.9741 

 

Berikut merupakan perhitungan komponen Plunger & Peak Neddle Seal dengan 

menggunakan distribusi normal: 

 
 

Keterangan : 

I   : data ke –i 

Ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Yi  : nilai F(Ti) pada tabel Standarized Normal Probabilities 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data   

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
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𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

 

Sxy 4041 

Sxx 255596 

Syy 70.4 

r 0.9526 

 

Tabel Standarized Normal Probabilities 
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2. Distribusi Lognormal 

Berikut merupakan perhitungan komponen D2 Lamp L-6585-02 dengan 

menggunakan distribusi Lognormal: 

 
 

Keterangan : 

I   : data ke –i 

ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Ti  : LN(ti) 

Yi  : nilai F(Ti) pada tabel Standarized Normal Probabilities 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data   

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

Sxy 26.82463019 

Sxx 5.840730855 

Syy 143.92 

r 0.9252 
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Berikut merupakan perhitungan komponen Grating Sample Loop Assy dengan 

menggunakan distribusi Lognormal: 

 

 
 

Keterangan : 

I   : data ke –i 

ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Ti  : LN(ti) 

Yi  : nilai F(Ti) pada tabel Standarized Normal Probabilities 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data   

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

Sxy 0.957654593 

Sxx 0.070404883 

Syy 13.7 

r 0.9751 
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Berikut merupakan perhitungan komponen Plunger & Peak Neddle Seal dengan 

menggunakan distribusi Lognormal: 

 

Keterangan : 

I   : data ke –i 

ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Ti  : LN(ti) 

Yi  : nilai F(Ti) pada tabel Standarized Normal Probabilities 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data   

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

Sxy 12.26101381 

Sxx 2.311399628 

Syy 70.4 

r 0.9612 
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3. Distribusi Eksponensial 

Berikut merupakan perhitungan komponen D2 Lamp L-6585-02 dengan 

menggunakan distribusi Eksponensial: 

 

 
 

Keterangan : 

I   : data ke –i 

ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Yi  : LN[1-F(Ti)] 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data   

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

Sxy -6422.884084 

Sxx 384461 

Syy 133.5973097 

r -0.8962 
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Berikut merupakan perhitungan komponen Grating Sample Loop Assy dengan 

menggunakan distribusi Eksponensial: 

 

 
 

Keterangan : 

I   : data ke –i 

ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Yi  : LN[1-F(Ti)] 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data   

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

Sxy -260.686284 

Sxx 6626 

Syy 11.32474774 

r -0.9517 
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Berikut merupakan perhitungan komponen Plunger & Peak Neddle Seal dengan 

menggunakan distribusi Eksponensial: 

 

 
 

Keterangan : 

I   : data ke –i 

ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Yi  : LN[1-F(Ti)] 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data   

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

Sxy -3870.072359 

Sxx 255596 

Syy 61.57767916 

r -0.9755 
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4. Distribusi Weibull 

Berikut merupakan perhitungan komponen D2 Lamp L-6585-02 dengan 

menggunakan distribusi weibull: 

 

Keterangan : 

I   : data ke –i 

ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Ti  : LN(ti) 

Yi  : LN{-LN[1-F(Ti)]} 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data   

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

Sxy 34.21247868 

Sxx 5.840730855 

Syy 238.6025421 

r 0.9165 
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Berikut merupakan perhitungan komponen Grating Sample Loop Assy dengan 

menggunakan distribusi weibull: 

 

 
 

Keterangan : 

I   : data ke –i 

ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Ti  : LN(ti) 

Yi  : LN{-LN[1-F(Ti)]} 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data   

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

Sxy 1.195897067 

Sxx 0.070404883 

Syy 21.52745659 

r 0.9714 
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Berikut merupakan perhitungan komponen Plunger & Peak Neddle Seal dengan 

menggunakan distribusi weibull : 

 

 
 

 

Keterangan : 

I   : data ke –i 

ti  : waktu antar kerusakan komponen setelah diurutkan 

F(Ti)  : (i-0.3)/(N+0.4) 

Ti  : LN(ti) 

Yi  : LN{-LN[1-F(Ti)]} 

Ti2  : Ti x Ti 

Yi2  : Yi x Yi 

Ti.Yi  : Ti X Yi 

(Ti-Ṫi)2 : Ti – Rata rata Ti, dikuadratkan 

N  : jumlah data   

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖𝑌𝑖 − [∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

] [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
]

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑁 ∑ 𝑇𝑖2 − [∑ 𝑇𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖2 − [∑ 𝑌𝑖
𝑁

𝑖=1
] ²

𝑁

𝑖=1
 

 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥. 𝑆𝑦𝑦
 

Sxy 14.92757726 

Sxx 2.311399628 

Syy 111.8969891 

r 0.9282 
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Rekaputilasi Index Of Fit dari komponen komponen kritis pada alat instrumentasi 

HPLC: 
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LAMPIRAN 4 

UJI KESESUAIAN POLA DISTRIBUSI 

(Goodness Of Fit) 

 

1. Data Uji Kesesuaian Distribusi Kolmogorov-Smirnov Test 

Data Perhitungan Goodness Of Fit Komponen D2 Lamp L-6585-02 

 

μ ṫ 

ṫ 5.5401 

s 0.1791 

    

D hitung 0.5764 

D 0.05, 14 0.3490 

 

ṫ =
𝛴𝑋𝑖

𝛴𝑖
 

𝑠 = √
(𝛴(ln 𝑡𝑖 − 𝜇)²

𝛴𝑖 − 1
 

D hitung : dilihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov 
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Data Perhitungan Goodness Of Fit Komponen Grating Sample Loop Assy 

 

μ ṫ 

ṫ 5.7241 

s 0.0593 

    

D hitung 0.6131 

D 0.05, 5 0.565 

 

ṫ =
𝛴𝑋𝑖

𝛴𝑖
 

𝑠 = √
(𝛴(ln 𝑡𝑖 − 𝜇)²

𝛴𝑖 − 1
 

D hitung : dilihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov 

Data Perhitungan Goodness Of Fit Komponen Plunger & Peek Neddle Seal 

 

μ ṫ 

ṫ 5.7652 

s 0.2864 

    

D hitung 0.4452 

D 0.05, 10 0.368 
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2. Data Uji Kesesuaian Distribusi Mann Test 

Data Perhitungan Goodness Of Fit Komponen D2 Lamp L-6585-02 

 

 

Keterangan : 

i  : 1 

ti  : data waktu kerusakan ke-i 
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Data Perhitungan Goodness Of Fit Komponen Grating Sample Loop Assy 

 

k1 r/2 

  2.5000 

k2 (r-1)/2 

    

    

  2.0000 

    

Ma 20.0552 

Mb 15.7261 

M 1.275284832 

M tabel 2.2 

  19 

 

Data Perhitungan Goodness Of Fit Komponen Plunger & Peek Neddle Seal 

 

k1 r/2 

  5.0000 

k2 (r-1)/2 

    

    

  4.0000 
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Ma 61.3192 

Mb 44.9914 

M 1.362908321 

M tabel 5.4 

  6.26 
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LAMPIRAN 5 

Penentuan Parameter Dari Distribusi Terpilih 

(Distribusi Weibull) 

 

  D2 Lamp L-6585-02 
Grating, Sample 

Loop Assy 

Plunger & Peek 

neddle Seal 

Σ Ti.Yi -39.0239 -13.8103 -28.6660 

Σ Ti 77.5608 28.6207 57.6525 

Σ Yi -7.4850 -2.4544 -5.2311 

Σ Ti^2 430.1090 163.8427 332.6122 

N 14 5 10 
    

Maka    

  D2 Lamp L-6585-02 
Grating, Sample 

Loop Assy 

Plunger & Peek 

neddle Seal 

β 5.8576 16.9860 6.4582 

a -32.9859 -97.7210 -37.7565 

θ 279.0344 315.1456 345.9343 
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LAMPIRAN 6 

Nilai Laju Fungsi Kerusakan 

 

 

 

Keterangan   

 

 

Dt    : Demand (Jumlah permintaan dalam kurun waktu t) 

t   : waktu pemakaian komponen 
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LAMPIRAN 7 

Kebutuhan Komponen/Tahun dan Titik Pesanan Kembali 

Pemesanan Optimal Dan Titik Pemesanan Kembali 

D2 Lamp L-6585-02   

Pemesanan Optimal dan Titik Pemesanan Kembali   

     

Diketahui :   

D : 6 unit/tahun 

S : 200000 Rupiah 

H : 649900 Rupiah 

L : 14 Hari 

Q* : 1.9217   

  2 Unit 

     

Titik Pemesanan Kembali   

r : 0.2301   

  1 Unit 

 

Grating, Sample Loop Assy 

Pemesanan Optimal dan Titik Pemesanan 

Kembali   

     

Diketahui :   

D : 13 unit/tahun 

S : 100000 Rupiah 

H : 570100 Rupiah 

L : 14 Hari 

Q* : 2.1356   

  3 Unit 

     

Titik Pemesanan Kembali   

r : 0.4986   

  1 Unit 
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Plunger & Peek neddle Seal   

Pemesanan Optimal dan Titik Pemesanan Kembali   

     

Diketahui :   

D : 5 unit/tahun 

S : 100000 Rupiah 

H : 206550 Rupiah 

L : 7 Hari 

Q* : 2.2003   

  3 Unit 

     

Titik Pemesanan Kembali   

r : 0.0959   

  1 Unit 

 

Rekapitulasi Jumlah Pemesanan Optimal dan Titik Pemesanan Kembali 

 

Jumlah pemesanan optimal : 

 

Keterangan : 

Q*  : jumlah pemmesanan optimal 

D (Demand) : permintaan tahunan dalam unit 

S (Setup) : biaya pemesanan setiap pesanan 

H (Holding) : biaya penyimpanan per unit per tahun 

 

Titik pemesanan kembali : 

 
Keterangan : 

r  : titik pemesanan kembali 

L  :lead time atau waktu tunggu pemesanan 

t   : waktu kerja 
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LAMPIRAN 8 

Jeda Pengganitan Komponen Kritis 

 

 


